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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-20: Techniques d’essai et de mesure —
Essais d’émission et d’immunité dans les guides d’onde TEM

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation ¢mondid
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités \ \ La CEIl a

Les documents produits se présentent sQus [a idng” internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, S techhjques\ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

Dans le but d'encourager l'unification internati
fagon transparente, dans toute la mesure jriternationales de la CEIl dans leurs normes

£ la CEIl et la norme nationale ou régionale

L’attention est a e
I'objet de droit

responsable de ne'pas

Le texte de la norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
CIS/A/419/FDIS CIS/A/435/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-20: Testing and measurement techniques —
Emission and immunity testing in
transverse electromagnetic (TEM) waveguides

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnlcal Commlssmn) is a worIdW|de organlzatl

participate in this preparatory work. International, governmental agd non
with the IEC also participate in this preparation. The

two organizations.

Yas nearly as possible, an

2) The formal decisions or agreements of the IEC on tee
i sal committee has representation

international consensus of opinion on the re
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of re internatiopial use and are published in the form
of standards, technical specifications, 3¢ ports guides ~and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international un|f|cat|o
divergence between the |
indicated in the latter.

5) The IEC provides no m A
equipment declargt\to be_i
6) Attention is draw
of patent rights. Thé |P

International
interference
High-fregde

accordance with TEC Guide 107.

The text of this standard is based on the following documents:

Committee draft Report on voting

CIS/A/419/FDIS CIS/A/435/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2004.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimeée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

@%
S
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2004. At this date, the publication will be

* reconfirmed;
¢ withdrawn;
* replaced by a revised edition, or

¢ amended.

@%
S
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INTRODUCTION

La CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure

suivante:

Partie 1: Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement
Description de I’environnement
Classification de I’environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites

Limites d’émission

Limites d’immunité (dans la mesure ou elles ne tombent pa resporisabilité des

comités produits)
Partie 4: Techniques d’essai et de mesure
Techniques de mesure

Techniques d’essai

Partie 5: Directives d’installation et d
Guide d’installation
Méthodes et dispositifs d’atténuatic
Partie 6: Normes générig
Partie 9: Divers

Chaque partie

internationales, soit
ont déja été pu
la partie suivi d’
61000-6-1).
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INTRODUCTION

IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:

Part 1: General
General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology
Part 2: Environment
Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels
Part 3: Limits
Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the he product

committees)

Part 4: Testing and measurement techniques
Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation g line
Installation guidelines
Mitigation methods and devices

Part 6: Generic Standards

Part 9: Miscellaneous

Each part is furt@ubivide into sralNparts, published either as International Standards,
Technical Specifications.orTechxnica ports, some of which have already been published as
sections. Others S ifff the part number followed by a dash and a second
number identifyin WiSi example: 61000-6-1).
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-20: Techniques d’essai et de mesure —
Essais d’émission et d’immunité dans les guides d’onde TEM

1 Domaine d’application et objet

La présente partie de la CEI 61000 concerne les méthodes d’essai d’émission et d'immunité
pour les équipements électriques et électroniques utilisant différents typgs dexguides d’onde
transverse électromagnétique (TEM). Ces types comprennent des s ouvertes
(par exemple, des lignes ouvertes et des simulateurs d’impulsiom ¢
des structures fermées (par exemple des cellules TEM), qui g S
classées en guides d’onde TEM a un accés, a deux acces, ou i . ha’gamme
de fréquences dépend des exigences d’essai spécifiques e ~ i
d’onde TEM.

L’'objet de cette norme est de décrire

* les caractéristiques des guides d’'onde TEM
et les limites de tailles des appareil .

* les méthodes de validation des guid

« la définition de I'appareil en essaj
essai);

les montages d’essai

CEl 60050(161), Vegabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161: Compati-
bilité électromagnétique

CEI 60068-1, Essais d'environnement — Premiére partie: Généralités et guide

CEIl 61000-2-11, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 2-11: Environnement —
Classification de I'environnement IEMN-HA. Publication fondamentale en CEM

CEI 61000-4-3, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-3 : Techniques d'essai et
de mesure — Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques. Publication fondamentale en CEM

CEI 61000-4-23, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-23: Techniques d'essai et
de mesure — Méthodes d'essai pour les dispositifs de protection pour perturbations IEMN-HA
et autres perturbations rayonnées. Publication fondamentale en CEM
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